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(57) Rezumat: Inventia se referd la o metoda si la
un micrascop cu baleiaj pentru analiza structurii
suprafetei utilizate pentru detectarea defectelor de
suprafata. Metoda de analizd a suprafetei consta in
aceea ca utilizeaza, ca radiatie incidentd, cu care
se baleiazad proba, un fascicul laser pulsat sau
continuu, iar ca semnal video, armonica a doua,
generatd prin interactiunea acestui fascicul cu !
suprafata probei. Microscopul care pune in aplicare ; i
aceasta metoda este constituit dintr-un laser (L), o1 '
un sistem de baleiere a fasciculului laser (VSH), un
dispozitiv de translatie si rotire (DTR) pe care este
fixat suportul probei (SP), un fotomultiplicator (PM)
cu circuitele de polarizare si alimentare (CP si SA)
anexe, un sistem de doua filtre trece - banda (F1 si
F2), dintre care primul filtru (F1) lasa sa treacd
numai radiatia de baleiere, iar al doilea filtru (F2)
lasd s& treacad numai o banda in jurul frecventei
armonicii @ doua, o interfatd (IF) si un calculator
(PC) care prelucreaza informatia primitd de la
circuitul digital (€D) al sistemului de baleiere (WSH]
si de la fotomultiplicatar (PM).

Revendicari: 2
Figuri: 1
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Inventia se refera la o metoda si
la un microscop cu baleiaj, pentru analiza
structurii suprafetei utilizata pentru detec-
tarea defectelor de suprafata si in tehnicile
de caracterizare optica a suprafetei.

Sunt cunoscute micrascoape optice
cu baleiaj, caracterizate prin aceea ca un
fascicul laser este baleiat pe suprafata
analizata, iar semnalul video este propor-
tional cu radiatia reflectata, rezultand o
informatie referitoare la detalile topo-
grafice ale suprafetei.

Dezavantajele microscoapelor cu
baleiaj, optice, si a metodelor de analiza
cu ajutorul lor sunt, ca in cazul general al
tehnicilor optice, lipsa de specificitate si
de sensibilitate. Dezavantajul major al
metodelor bazate pe folosirea micros-
coapelor cu cu baleiaj optice este faptul
ca informatia pe care o ofera se refera
numai la topografia suprafetei, spre
deosebire de microscoapele cu baleiaj cu
electroni, care oferd o multitudine de
variante de imagine, care corespund la
o serie de efecte care pot fi studiate.

Problema pe care o rezolva inventia
este realizarea unei metode bazate pe
folosirea unui microscop cu cu baleiaj, la
care radiatia laser incidenta este baleiata
pe suprafata, iar semnul video este
proportional cu intensitatea radiatiei de
armonica a doua. Efectul de generare a
armonicii a doua depinde de o multitudine
de factori (cum sunt simetria suprafetei,
defectele de suprafata, natura atomilor
absorbiti pe suprafata etc.), nu numai de
topografia suprafetei.

Metoda pentru analiza structurii
suprafetei inlatura dezavantajele prezentate
mai sus, prin aceea ca utilizeaza ca radiatie
incidentd, cu care se baleiaza proba, un
fascicul laser, pulsat sau continuu, iar ca
semnal video, armanica a doua generata
prin interactia acestui fascicul cu suprafata
probei, semnal inregistrat prin achizitie
in memoria calculatorului, sincron cu
radiatia cu baleia.

Microscopul cu baleiaj, care pune
in aplicare metoda de mai sus, este
constituit dintr-un laser, un sistem de
baleiere a fasciculului laser, un dispozitiv
de translatie si rotire, pe care este fixat
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un suport al probei, un fotomultiplicator
cu circuitele de polarizare si alimentare
anexe, un prim filtru trece banda, care lasa
sa treaca numai radiatia de baleiere si un
al doilea filtru trece banda, care lasa sa
treaca numai o banda in jurul frecventet
armanicii a doua, o interfata si un calcu-
lator care prelucreaza informatia primita
de la un circuit digital al sistemului de
baleiere si de la fotomuitiplicator.

Inventia prezinta urmatoarele avan-
taje:

- metoda si microscopul cu cu
baleia] bazate pe generarea armonicii a
doua sunt mai eficiente si mai versatile;

- radiatia de iesire este coerenta
sl monacromatica si poate fi usor separata
de semnalul de intrare si de lumina de fond
sau de cea imprastiata, prin filtrare
spatiald si spectrala;

- tehnica are o inalta rezolutie
spatiald, spectrala si temporala;

- metoda si microscopul cu baleigj
sunt capabile pentru analiza nedistructiva
chiar in timpul unui proces fizic, in cazul
in care suprafata care se analizeaza este
accesibila luminii.

Se da, in continuare, un exemplu
de realizare a inventiei in legatura cu figura
care reprezintd schema bloc a micros-
copului cu baleiaj, conform inventiei.

Fenomenul care sta la baza metodel
si a utilizérii microscopului cu baleia] pentru
studiul defectelor de suprafata este gene-
rarea radiatiei de armonica a doua de
cétre suprafatd, cand aceasta este iradiata
cu un fascicul laser, care baleiaza pe
suprafatd. Succesiunea efectelor care au
loc este urmatoarea:campul electromag-
netic oscilant al radiatiei laser cade pe
suprafata de analizat si duce la aparitia
unei forte de polarizare, care actioneaza
asupra electronilor exteriori sau de valenta;
se realizeaza o polarizare variabila, carac-
terizata de un vector de polarizare oscilant,
care conduce la un camp oscilant
rezultant. Vectorul de polarizare, ca si
campul emis de suprafata, se comporta
neliniar, avand armonici, dintre care cea
mai importantd este armonica a doua.

Componenta de armonica a doua
a vectorului polarizare este notata cu P(2w)
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{w fund frecventa unghiulara a radiatiei
incidente) si este data de formula:

Pl2w)=}" Z X;‘/k[E]E, E,
;] ok

unde indicii /,j si kK sunt Inscrisi pentru cele
trei componente spatiale ale vectorilor E,
P[2w] si x,' sunt, respectiv vectorul camp
electric, componenta de armonica a doua
a vectorului de polarizare si tensorul
susceptibilitate corespunzator armonicii
a doua. Cand suprafata analizata este
izotropa, susceptibilitatea este un scalar.

Valorile tensorului y, sunt puternic
dependente de natura suprafetei, de defec-
tele de suprafata, natura atomilor absorbiti
de suprafata si de orientarea moleculelor
absorbite la suprafata. Principiul metadei
impreuna cu principiul de functionare a
microscopului cu baleiaj bazat pe gene-
rarea armonicii @ doua rezultd din faptul
ca intensitatea semnalului de armanica
a doua este corelata cu tensorul x,®, iar
acesta este dependent de efectele de mai
sus. Rezultd ca prin masurarea intensitatii
de armonica a doua se pot evidentia si
studia aceste efecte. Metoda si
micrascopul cu baleiaj sunt bazate pe
aceea ca fasciculul laser incident este
baleiat cu ajutorul unui sistem de baleiere
care permite obtinerea unei imagini video
data de intensitatea radiatiei de armonica
a doua.Metoda consta in faptul ca spotul
de lumind monocromatica este baleiat pe
suprafata care se analizeaza, sincron cu
baleierea spotului electronic pe un tub
catodic, iar intensitatea luminoasa a
spotulut pe tubul catodic la un moment dat,
este proportionald cu intensitatea
semnalului de armonica a doua, masurat
cu ajutorul unui fotomultiplicator. Acest
sistemn de baleiere ofera o informatie
globalda a distributiei semnalului de
armonica a doua pe suprafata analizata
si conduce la imagini in care sunt
vizualizate defectele pe acea suprafata,
sau alte elemente de care depinde
intensitatea radiatiei de armaonica a doua.

Conform inventiei si in legatura cu
figura, microscopul cu baletaj este construit
dintr-un laser L cu functionare in impulsurt,
dar care poate fi si un laser cu functionare
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continua, un sistem de baleiere VSH, o
incintd de masura IM si dintr-un calculator
PC care prelucreaza in timp real semnalul
masurat si pe ecranul caruia se vizualizeaza
imaginea corespunzatoare radiatier de
armonica a doua.

Laserul L este dotat cu un pola-
rizorul P1. Sistemul de baleiere VSH cu-
prinde un sistem mecanic de deflectie SD
si un circuit digital €D care comanda depla-
sarea si transmite spre calculatorui PC
coordanatele punctului de pe suprafata
baleiata la un moment dat al timpului.

Incinta de masura IM contine un
dispozitiv de translatie si rotire DTR, care
permite translatia si rotirea unei probe P,
plasata pe un suport SP. Translatia se face
in planul prabei P, iar ratirea in jurul unel
axe perpendiculare pe acest plan. Incinta
IM mai cuprinde un fotomultiplicator PM,
un circuit de polarizare CP  al
fotomultiplicatorului PM, un polarizor P2
si doua filtre trece banda F1 si F2 dintre
care primul filtru F1 lasa sa treaca numai
radiatia de baleiaj in jurul frecventel w iar
al doilea filtru si F2 lasa sa treaca numai
o banda in jurul frecventei 2w. Circuitul de
polarizare CP al fotomultiplicatorulur CP
este conectat la o sursa de alimentare SA.

Semnalul de armonica a doua,
detectat de fotomultiplicatorul PM, este
prelucrat de o interfata IF, rezultand un
semnal digital care contine marimea IF
a intensitatii impulsului corespunzator unui
moment de timp t. Calculatorul PC
prelucreaza informatia primita de la
circuitul digital CD si de la interfata I si
prezintd pe monitor imaginea distributiel
semnalului de armonica a doua pe su-
prafata probei analizate.

Revendicari

1. Metoda pentru analiza structurii
suprafetei, cu ajutorul unui microscaop cu
cu baleiaj, caracterizata prin aceea ca
utilizeaza ca radiatie incidentd, cu care se
baleiaza proba, un fascicul laser pulsat sau
continuy, iar ca semnal video armonica
a doua generatd prin interactia acestul



RO 112793 B1

5

fascicul cu suprafata probei, semnal
inregistrat prin achizitie in memoria
calculatorului sincron cu radiatia de cu
baleia.

2. Microscop cu baleiaj, care pune
in aplicare metoda de la revendicarea 1,
caracterizat prin aceea ca este constituit
dintr-un laser (L], un sistem de baleiere
a fasciculului laser (WSH), un dispozitiv de
translatie si rotire (DTR), pe care este fixat
un suport al probei (SP}, un fatomultipli-

S

cator (PM] cu circuitele de polarizare (CP)
st alimentare (SA) anexe, un prim filtru
(F1) trece banda, care lasa sa treaca
numai radiatia de baleiere si un al doilea
filtru (F2) trece banda, care lasa sa treaca
numai o banda in jurul frecventet armaonicii
a doua, o interfata (IF) st un calculator (PC)
care prelucreaza informatia primita de la
un circuit digital (CD) al sistemului de
baleiere (WSH] si de la fotomultiplicator
(PM).

Presedintele comisiei de examinare: ing. Erhan Valeriu

Examinator: ing. Popescu Livia
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